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図4.1.1(6)(iii)(a)③-1 1PCV1701Dからの試料採取の履歴
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図4.1.1(6)(iii)(a)③-2 1PCV1701D-4の採取
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図4.1.1(6)(iii)(a)③-3 1PCV1701D-4の全体SEM像と各着目領域の位置
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図4.1.1(6)(iii)(a)③-4 1PCV1701D-4における着目領域01～02の設定(赤破線中心を領域の中心と
した)


	1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域01～02を含む視野)(1)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

図4.1.1(6)(iii)(a)③-5 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域01～02を含む視野)(1)

	1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域01～02を含む視野)(2)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-6 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域01～02を含む視野)(2)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-7 1PCV1701D-4領域01の拡大SEM-EDSマッピング(1)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-8 1PCV1701D-4領域01の拡大SEM-EDSマッピング(2)
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注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。
なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

[bookmark: _Hlk64622113][bookmark: _Hlk64621899] 図4.1.1(6)(iii)(a)③-9 1PCV1701D-4領域01の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-10 1PCV1701D-4領域02の拡大SEM-EDSマッピング（1）
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-11 1PCV1701D-4領域02の拡大SEM-EDSマッピング（2）
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注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。
なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-12 1PCV1701D-4領域02の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル
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[bookmark: _Hlk97295152] 図4.1.1(6)(iii)(a)③-13 1PCV1701D-4における着目領域03の設定(赤破線中心を領域の中心とする)


	1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域03を含む視野)(1)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-14 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域03を含む視野)(1)

	1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域03を含む視野)(2)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-15 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域03を含む視野)(2)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-16 1PCV1701D-4領域03の拡大SEM-EDSマッピング（1）
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-17 1PCV1701D-4領域03の拡大SEM-EDSマッピング（2）
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注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。
なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-18 1PCV1701D-4領域03の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル
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図4.1.1(6)(iii)(a)③-19 1PCV1701D-4における着目領域04及び08の設定(赤破線中心を領域の中心とする)

	1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域04及び08を含む視野)(1)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-20 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域04及び08を含む視野)(1)

	1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域04及び08を含む視野)(2)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-21 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域04及び08を含む視野)(2)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-22 1PCV1701D-4領域04の拡大SEM-EDSマッピング(1)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-23 1PCV1701D-4領域04の拡大SEM-EDSマッピング(2)
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注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。
なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。


 図4.1.1(6)(iii)(a)③-24 1PCV1701D-4領域04の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル

	1PCV1701D-4領域08

	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
SE
	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
O

	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
Mg
	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
Al

	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
Si
	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
Cr

	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
Fe
	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
Zn


※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-25 1PCV1701D-4領域08の拡大SEM-EDSマッピング(1)

	1PCV1701D-4領域08

	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
Zr
	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
(Mo※)

	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
Pb
	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
U


※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-26 1PCV1701D-4領域08の拡大SEM-EDSマッピング(2)



[image: ]














[image: ]-----



Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素
C : ウェス繊維構成元素







Zr

Fe

Ni
U
U
Pd
Fe
Zr
C




注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。
なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。


 図4.1.1(6)(iii)(a)③-27 1PCV1701D-4領域08の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル
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図4.1.1(6)(iii)(a)③-28 1PCV1701D-4における着目領域05～06の設定(赤破線中心を領域の中心とする)

	1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域05～06を含む視野) (1)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

[bookmark: _Hlk97295572][bookmark: _Hlk97293151] 図4.1.1(6)(iii)(a)③-29 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域05～06を含む視野)(1)

	1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域05～06を含む視野)(2)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-30 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域05～06を含む視野)(2)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-31 1PCV1701D-4領域05の拡大SEM-EDSマッピング(1)


	1PCV1701D-4領域05
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-32 1PCV1701D-4領域05の拡大SEM-EDSマッピング(2)















[image: ]


Mo

Pt : 観察用表面蒸着元素
C : ウェス繊維構成元素


C




Pb


Mg
Ti
Ni
Zn
Pb
Fe

Pb
Fe



注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。
なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-33 1PCV1701D-4領域05の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-34 1PCV1701D-4領域06の拡大SEM-EDSマッピング(1)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

[bookmark: _GoBack] 図4.1.1(6)(iii)(a)③-35 1PCV1701D-4領域06の拡大SEM-EDSマッピング(2)















[image: ]



Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素
C : ウェス繊維構成元素






Pt
Pb
Sb
C

S
Fe

Pd
Pt
Ni
Ni
Zn
Ti
Sb
Sb
Fe

Pb



注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。
なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-36 1PCV1701D-4領域06の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル
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[bookmark: _Hlk128147040](注)薄い青線はSb原子のEDS信号のピーク位置と強度を示す。

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-37 1PCV1701D-4領域06の中央付近を中心としたEDS点分析のSb詳細スペクトル
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 図4.1.1(6)(iii)(a)③-38 1PCV1701D-4における着目領域07の設定(赤破線中心を領域の中心とする)

	1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(1)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

[bookmark: _Hlk97295827] 図4.1.1(6)(iii)(a)③-39 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(1)


	1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(2)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-40 1PCV1701D-4のSEM-EDSマッピング(領域07を含む視野)(2)


	1PCV1701D-4領域07

	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
SE
	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
O

	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
Mg
	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
Al

	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
Si
	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
(Cr※)

	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
Fe
	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
Zn


※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-41 1PCV1701D-4領域07の拡大SEM-EDSマッピング(1)
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※ 試料から有意な信号無し(すべての輝点が他元素のEDS信号や試料外元素の影響である場合を含む)

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-42 1PCV1701D-4領域07の拡大SEM-EDSマッピング(2)
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Pt , Pd : 観察用表面蒸着元素
C : ウェス繊維構成元素
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注意事項：前図の赤破線の中心をEDS点分析の中心とした。
なお、赤破線はEDS点分析の範囲を示しているわけではない。

 図4.1.1(6)(iii)(a)③-43 1PCV1701D-4領域07の中央付近を中心としたEDS点分析のスペクトル
図4.1.1(6)(iii)(a)③–2

[bookmark: _Hlk127278022]表4.1.1(6)(iii)(a)③-1 1PCV1701D-4の着目領域のSEM-EDS点分析による半定量取得データ
[image: ]
（注意事項）
・このデータは、SEM-EDS装置に付属したソフトウェアによる各元素の半定量比の出力値をそのまま表示したものであり、疑似信号や有効数字の評価を行っていない取得データである。
・本表は、本表に示す元素の合計を100%として表示したものであり、Cや蒸着膜材の元素(Pt, Pd)については、それらのEDS信号が有意に見られた場合も含めていない。
・元素記号横のK,L,Mは、定量に用いた特性X線の種別を示す。

表4.1.1(6)(iii)(a)③-2 1PCV1701D-4の着目領域のSEM-EDS点分析による半定量分析結果
[image: ]
[bookmark: _Hlk98423068]（注意事項）
n.d.は、EDS信号のエネルギースペクトルにピークが確認できなかった元素であり、検出限界以下と判断したものである。L.O.Q.は、スペクトルにピークが確認できるものの、本表に示す元素を100%とした場合に0.5at%未満となるものであり、定量下限以下と判断したものである。本表では、本表に示す元素のうち、n.d.及びL.O.Q.を除いた半定量性を持つデータを示していると判断した元素を100%として規格化して表示した。なお、C及び蒸着膜材の元素(Pt, Pd)については、それらのEDS信号が有意に見られる場合も含めていない。

image4.emf
領域No. X Y

1 6.077 1.720

2 6.104 1.628

3 7.854 3.247

4 7.195 1.538

5 5.288 1.097

6 5.202 1.016

7 6.333 2.734

8 7.215 1.608

単位：mm　


image91.png




image92.png




image93.png




image94.png




image95.png




image96.png




image97.png




image98.png




image99.png




image100.png




image5.jpeg




image101.png




image102.png




image103.png




image104.png




image105.png




image106.png




image107.png




image108.png




image109.png




image110.png




image6.jpeg




image111.png




image112.png




image113.png




image114.png




image115.png




image116.png




image117.png




image118.png




image119.png




image120.png




image6.png




image121.png




image122.png
MoK

lum




image123.png




image124.png
dum




image125.jpeg
70 30.0kV 12.9mm x10.0k SE(M)




image129.jpeg
70 30.0kV 12.9mm x10.0k SE(M)




image126.png
Label A:

o

=

gy

F:¥aita¥ 1FE4,

Fe

V#fT_22¥PS3C2SED1¥A2- U¥PS3C2SEN2-A2-U.spc

Zn

Pb

200

400

6.00

10.00

12.00

14.00

16.00

keV




image127.png




image129.png




image128.png




image8.png




image130.png




image135.png




image136.png




image131.png




image132.png




image133.png




image134.png




image137.png




image138.png




image139.png




image7.png




image140.png




image141.png




image142.png




image143.png




image144.png




image145.png




image146.png




image147.png




image148.png




image149.png




image9.png




image150.png




image151.png




image152.png




image153.png




image154.png




image155.png




image156.png




image157.png




image158.png




image159.png




image10.png




image160.png




image161.png




image162.png




image163.png




image164.png




image165.png




image166.png




image167.png




image168.png




image169.png




image11.png




image170.png




image171.png




image172.png
Hak





image173.png




image174.png
SikK Zam%





image175.png




image176.png




image177.png




image178.png




image179.png




image12.png




image180.png




image181.png
2um




image182.jpeg
70 30.0kV 13.1mm x5.00k SE(M)




image187.jpeg
70 30.0kV 13.1mm x5.00k SE(M)




image183.png
F:¥aita¥ 1FE4,

V#fT_22¥PS3C2SED1¥A3-U-Zr¥PS3C2SE02-A3-U~Zr.spc

Label A:
Couats
[y
Pt
r
o
o
Zn X
T i
3 7
Fe
Al
2
M:
i pig
200 400 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 keV




image184.png




image185.png




image186.png




image187.png




image188.png




image13.png




image189.png




image190.png




image191.png




image192.png




image193.png




image194.png




image195.png




image196.jpeg
70 30.0kV 12.5mm x10.0k SE(M)




image197.png
F:¥aita¥ 1FE4,

V#fT_22¥PS3C2SED1¥A3-Zr - U¥PS3C2SED1 - A3~Zr-U.spc

Label A:
ot &
— z

T
1@k
BTy

=

Fo
s
Al
=
n o 2
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 keV




image198.png




image14.png




image200.png




image199.png




image201.png




image207.png




image208.png




image202.png




image203.png




image204.png




image205.png




image206.png




image15.png




image209.png




image210.png




image211.png




image212.png




image213.png




image214.png




image215.png




image216.png




image217.png




image218.png




image16.png




image219.png




image220.png




image221.png




image222.png




image223.png




image224.png




image225.png




image226.png




image227.png




image228.png




image17.png




image229.png




image230.png




image231.png




image232.png




image233.png




image234.png




image235.png




image236.png




image237.png




image238.png




image18.png




image239.png




image240.png




image241.png




image242.png




image243.png
GEE

o




image244.png




image245.png




image246.png




image247.png




image248.png




image19.png




image249.png




image250.png
PBL





image251.png




image252.jpeg
70 30.0kV 13.2mm x5.00k SE(M)




image258.jpeg
70 30.0kV 13.2mm x5.00k SE(M)




image253.png
F:¥aita¥ 1FEEe 47 _22¥PI3C2SEDT$A4-Mo¥PS3C2SENZ - Ad-Mo.spc

Label A:

Connte

Pb

gy

Pb

Fe

Zn

Mo

200 400 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 keV




image254.png




image255.png




image256.png




image257.png




image20.png




image258.png




image259.png




image260.png




image261.png




image262.png




image263.png




image264.png
&bt

T




image265.png




image266.png




image267.jpeg
SU70 30.0kV 13.3mm x4.00k SE(M)




image21.png




image273.jpeg
SU70 30.0kV 13.3mm x4.00k SE(M)




image268.png
F:¥aita¥ 1FE4,

V#fT_22¥PS3C2SED1¥A4-Sb¥PS3C2SENZ-Ad-Sh.spe

Label A:
o
fo
BEC
pity
'l
'l
s
El
0
g 5
P . 7
n
il
| P
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 keV




image269.jpeg
@ Untitled:7...Collecting...
A

Caurts





image270.png




image272.png




image271.png




image273.png




image274.png




image275.png




image276.png




image22.png




image277.png




image278.png




image279.png




image280.png




image281.png




image282.png




image283.png




image284.png




image285.png




image286.png




image23.png




image287.png




image288.png




image289.png




image290.png




image291.png
Ptk




image292.png




image293.png




image294.png




image295.png




image296.png




image24.png




image297.png




image298.png




image299.png




image300.png




image301.png




image302.png




image303.png




image304.png




image305.png




image306.png




image25.png




image307.png




image308.png




image309.png




image310.png




image311.png




image312.png




image313.png




image314.png




image315.png




image316.png




image26.png




image317.png




image318.png




image319.png




image320.png




image321.jpeg
70 30.0kV 13.1mm x5.00k SE(M)




image328.jpeg
70 30.0kV 13.1mm x5.00k SE(M)




image322.png
Label A:

Connte

gy

g

e

F:¥aita¥ 1FE4,

Fe

Vo#fT_22¥Pa3C2SED1¥AS- U¥PS3C2SEN2-AS-U-s.spc

Zn

200

400

6.00

10.00

12.00

14.00

16.00

keV




image323.emf
at %

領域No. O Na Mg Al Si S Cl Ag U Sn Sb Ca Te Cs Ba Ti Cr Fe Ni Zn Pb Zr Mo Total

1 67.36 0.00 0.88 6.68 4.12 0.00 0.10 0.00 3.95 0.38 - 0.22 0.08 0.00 0.16 0.83 0.11 11.25 0.14 3.05 0.28 0.41 0.00 100.0

2 43.17 0.00 1.08 4.66 4.04 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 - 0.04 0.02 0.00 0.00 0.26 0.17 14.58 0.23 4.70 0.71 24.69 0.00 100.0

3 57.87 0.00 0.73 7.60 3.09 0.00 0.03 0.00 11.75 1.02 - 0.36 0.10 0.04 0.50 0.07 0.15 11.37 0.16 3.67 0.54 0.96 0.00 100.0

4 55.91 0.00 1.19 5.81 9.99 0.00 0.00 0.00 5.26 0.54 - 0.14 0.03 0.05 0.00 0.14 0.46 5.24 0.13 9.78 0.12 5.22 0.00 100.0

5 26.01 0.00 0.41 7.05 1.11 0.00 0.00 0.05 0.00 0.02 - 0.02 0.13 0.00 0.00 0.23 0.22 8.91 0.20 3.40 27.58 0.46 24.20 100.0

6 34.66 0.00 1.76 10.32 7.10 1.14 0.14 0.00 0.20 0.00 7.62 0.96 0.04 0.00 0.00 0.60 0.13 26.37 0.44 7.90 0.50 0.11 0.00 100.0

7 52.37 0.00 1.01 7.50 2.56 0.00 0.00 0.00 11.64 1.53 - 0.00 0.00 0.04 0.00 0.30 0.27 18.37 0.53 2.50 0.14 1.23 0.00 100.0

8 63.85 0.00 0.69 4.36 2.49 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.11 7.43 0.16 1.75 0.20 17.42 0.00 100.0


image324.emf
at %

領域No. O Na Mg Al Si S Cl Ag U Sn Sb Ca Te Cs Ba Ti Cr Fe Ni Zn Pb Zr Mo Total

1

69

n.d.

1 7 4

n.d. n.d. n.d.

4

n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d.

1

n.d.

11

L.O.Q.

3

L.O.Q. n.d. n.d. 100

2

42

n.d.

1 5 4

n.d. n.d. n.d.

2

n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. L.O.Q. n.d.

15

L.O.Q.

5 1 25

n.d. 100

3

58

n.d.

1 8 3

n.d. n.d. n.d.

12

n.d. - n.d. n.d. n.d.

1

n.d. n.d.

12

L.O.Q.

4 1

n.d. n.d. 100

4

57

n.d.

1 6 10

n.d. n.d. n.d.

5

n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. L.O.Q.

1 5

L.O.Q.

10

n.d.

5

n.d. 100

5

27

n.d. L.O.Q.

7 1

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. L.O.Q. n.d.

9

L.O.Q.

3 28

n.d.

25

100

6

35

n.d.

2 10 7 1

n.d. n.d. n.d. n.d.

8

n.d. n.d. n.d. n.d.

1

n.d.

27

L.O.Q.

8 1

n.d. n.d. 100

7

53

n.d.

1 8 3

n.d. n.d. n.d.

12

n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. L.O.Q. n.d.

19 1 3

n.d. n.d. n.d. 100

8

64

n.d. n.d.

4 3

n.d. n.d. n.d.

1

n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

8

n.d.

2

n.d.

18

n.d. 100


image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png




image44.png




image45.png




image46.png




image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image55.png




image56.png




image57.png
Zum




image58.jpeg
SU70 30.0kV 13.2mm x6.00k SE(M)




image60.jpeg
SU70 30.0kV 13.2mm x6.00k SE(M)




image59.png
Label A:

Si
Al

Zn

T

F:¥aita¥ 1FE4,

Fe

V#fT_22¥PS3C2SEDT¥A1-U¥PS3C2SEN2-AT-U.spc

Zn

Pb

200

400

6.00

10.00

12.00

14.00

16.00

keV




image60.png




image61.png




image1.emf
2022

年度

切り取り

採取

2018

年度

全量溶解

溶解残さ

2017

年度

木串先端

で採取

1PCV1701D

(2017

年度採取前

)

2018

年度

表面を掻き

取って採取

1PCV1701D-1

(2017

年度採取

)

1PCV1701D-2

(2018

年度採取

/

溶液化

)

1PCV1701D-3

(2018

年度ろ過

)

1PCV1701D-4

(2022

年度採取

)

2018

年度

ろ過

SEM

観察用試料

SEM

観察用試料


image62.png




image63.png




image64.png




image65.png




image66.png




image67.png




image68.png
ZrkK

lum




image69.png




image70.png




image71.png




image2.emf
1PCV1701D

(2017

年度採取前

)

保管中に袋が

劣化し乾燥

汚染物は湿った

ウェス上に付着

1PCV1701D

(2022

年度

)

乾燥変形したウェス

を引き延ばした状態

はさみで

切断採取

1PCV1701D-4

(2022

年度採取後

)

SEM

観察用試料台

に固定


image72.jpeg
SU70 30.0kV 13.2mm x10.0k SE(M)




image75.jpeg
SU70 30.0kV 13.2mm x10.0k SE(M)




image73.png
F:¥aita¥ 1FEEem#fT_22¥PA3C2SED1¥A1-U-Zr¥P53C2SE02-A1-U~Zr.spc

Label A:

gy

Fe

Pb

@ z

200 400 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 keV




image74.png




image76.png




image75.png




image77.png




image78.png




image79.png




image80.png




image3.png




image81.png




image82.png




image83.png




image84.png




image85.png




image86.png




image87.png




image88.png




image89.png




image90.png




